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摘要(译)

本发明提供一种包括PTFE和玻璃的光度参考构件。该成员在一定温度范
围内，优选约20℃至约40℃，并且在约600nm至约1650nm的波长范围
内，优选约为100℃，吸光度变化小于0.0001吸光度单位/℃。 600nm至
约1050nm。本发明还涉及使用光度参考构件来校正吸光度测量中的温度
变化或漂移的方法。
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